Badanie rozktadu powierzchniowego wodoru na powierzchniach miedzi, niklu
i tytanu metoda mapowania GDMS
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Badano rozktad powierzchniowy wodoru na powierzchni metali za pomocg mapowania
metoda spektrometrii mas wytadowania jarzeniowego (glow discharge mass spectrometry
GDMS). Badania prowadzono przy uzyciu kwadrupolowego spektrometru mas SMWJ-01,
wyposazonego w manipulator wysokoprézniowy xyz, pozwalajgcy na przemieszczanie prébki
in situ wzgledem zrédfa wytadowania jarzeniowego [1]. Badano powierzchnie o wymiarach 7
x 7 mm (odwzorowanie 14 x 14 px).

Analizowano powierzchnie czystych metali: miedzi, niklu i tytanu. Na powierzchnie tych metali
nanoszono zawiesine TiH, w wodzie, alkoholu izopropylowym oraz octanu n-butylu.
Analizowano tez prébki sprasowanej mieszaniny o réznych proporcjach wagowych sprosz-
kowanego TiHz i sproszkowanej miedzi. Wybrane probki tej mieszaniny poddano obrébce
termicznej w piecu wodorowym.

Uzyskane wyniki badan w postaci map lokalizujg miejsca, w ktérych nanoszona jest zawiesina
TiH2 w réznych rozpuszczalnikach a takze sproszkowana mieszanina TiH; z miedzia.

Podczas analizy rejestrowane sg jony H*, Ha*, Hs*, Art, ArH*, 48Ti*, 58Ni* i 63Cu*.
Przedstawione zostang takze wybrane mapy uzyskane metodg spektrometrii mas jonow

wtérnych (SIMS) przy wykorzystaniu aparatury Hiden Analytical SIMS Workstation. Do tych
analiz stosowano wigzke pierwotnych jonéw O,* o energii 5 keV.
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